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概  要 

 

走査電子顕微鏡（SEM）は表面観察および分析を主な目的にしていることか

ら，比較的高い加速電圧が用いられることが多い。本 SEM では加速電圧を下

げた極低加速電圧での観察が可能であり、有機材料や生体試料などの非導電性

試料でも無蒸着でチャージアップなしに観察できる。一般に蒸着を行うとその

導電処理の蒸着粒子が可視化され、本来の形態を観察することが困難になる

が、それも防止できる。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

表面微細構造観察技術としては、SEM が知られているが、加速電圧を下げる

ことにより、表面構造がより反映された像が見えるとともに、非導電性試料で

も無蒸着で観察できる。そのため、蒸着粒子の影響が除去され、表面本来の構

造が観察できる。 

本技術の 

有用性 

非導電性試料でも無蒸着で行えるため、表面本来の構造が明確に観察でき、材

料特性の解明・向上及び信頼性向上、また、新機能材料の開発にも指針を与え

ることができる。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

適用可能製品 
プラスチック、樹脂等の非導電性材料の表面の凹凸及び析出物、組成、結晶な

どの情報を得ることができる。 
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■試作品状況 

＜ABS樹脂析出物＞ 

 析出物や付着物 

がよくわかる。 
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表面の凹凸、組成、結晶情報などが得られる 

高分解能走査型電子顕微鏡による表面微細構造観察技術 

図-1 非導電性試料の無蒸着観察（加速電圧 800V） 

5μ m 5μ m 

＜消しゴム＞ 

 微細な凹 

凸が確認 

できる。 


